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Как видно из рис. 1, теория хорошо согласуется с экспериментом. Некот
торое расхождение между опытом и теорией объясняется неоднородяо-
стями, имевшимися в линии, и в первую очередь — во внутреннем провод-
нике, изготовленном вручную, а не машинным способом.

. т. п.
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НАБЛЮДЕНИЕ ТЕНИ ОТ ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА

г Смит и Ханзен *) описали следующее любопытное наблюдение. Рабо-
тая с электронно-лучевой трубкой, они освещали флуоресцирующий экоан
широким пучком медленных (50 вольт) электронов, испытывавших сильное

ускорение лишь в непосредственной близости к экрану, перед которым
была расположена сетка* находившаяся под потенциалом 3000 вольт.
Вспомогательная электронная пушка, расположенная вне; оси < трубки,

,•.•..*);:H;.Smit:h-.vand S. Н а ф е п , ; J. AppLRhys.,23, 1055 (}1952).
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создавала;дополнительный^ электронный пучок,' фокусирОвавшййея на флу-
оресцирующец экране. Поле пространственного заряда этого пучка откло-
няло медленные электроны первого пучка, пролетавшие вблизи второго,,
в результате чего на экране, образовалась «тень» пучка, хорошо видная
на приводимой фотографии. (Положение тени указано стрелкой.) Яркое
пятно в верхней части фотографии представляет след сфокусированного
пучка (для него время выдержки при фотографировании оказалось чрез-
мерно большим). Авторы указывают, что при визуальном наблюдении
экрана тень видна очень отчётливо, так что, например, если второй пучок
сфокусирован несколько ближе плоскости экрана, то на тени видно место·
его фокусировки, Описанный эффект может найти практическое приме-
нение при изучении распространения электронных пучков.

" • - ' -• Н. М.

НАБЛЮДЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ ТОНКИХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЁНОК ПРИ ПОМОЩИ

ЭЛЕКТРОННОГО МИКРОСКОПА

Как установлено за последние годы, тонкие плёнки металла,-нанесён-
ные •на1 Щод стирающую поверхность (например, стекло), представляют
со бой-не-сплошной слой металла, а скопище частичек (гранул) разделён^
ных друг от друга свободными от металла- промежутками
(см., например,1). Механизм формирования такой плёнки в процессе
отложения-металла, ещё во многом неясен, и его изучение представляет
серьёзный как теоретический, так и практический интерес. В рефериру-
емых-лйжё•·•-. работах ι.2 получены некоторые существенные данные,
проливающие свет на характер течений процесса образования тонких
покрытий из некоторых металлов. ' • .

Авторы доставили своей задачей, наблюдение изменений структуры
плёнки в : процессе её нанесения, использовав для этого электронный
микроскоп. С этой целью они оснастили электронный "' микроскоп
специальным приспособлением, позволяющим Осуществлять термическое
напыление металла на субстрат, находящийся в поле зрения микроскопа.
Такое приспособление, помимо возможности наблюдений в процессе
напыления, исключало искажающее влияние побочных факторов, как атмос-
ферный воздух, старение плёнки и. т. п. неизбежных при перенесении
плёнки из распылительной установки в электронный микроскоп. Напыля-
емый металл помещался, как обычно, на V-образной вольфрамовой про-
волочке; нагреваемой током и находящейся Несколько в стороне
от электронного пучка. Система диафрагм предохраняла от попадания
атомов напыляемого металла внутрь микроскопа. ·

Магнитное поле тока, нагревающего вольфрамовую нить, оказывало
отклоняющее действие на электронный пучок, однако оно могло быть
скомпенсировано небольшим смещением электронной пушки. Кроме того,
для получения хороших микрофотографий оказалось --'целесообразным
прерывать процесс напыления на время фотографирования. Устройство
позволяло получать серии снимков одного и того же участка пяёнкй
на разных стадиях её роста. - · • '

Для более точной фиксации фотографируемой области в первых
опытах на субстрате располагались отдельные кристалики окиси магния,
а в более поздних измерениях ^- шарики синтетического латекса (или
просто создавались нарушений "'целостности ν субстрата), β качестве


